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Principe de la méthode SIMS

Faisceau d’ions secondaires

Faisceau d’ions primaires .:0 Détection des particules chargées
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Mesure quantitative de la concentration

d’un élément X présent a l’état de trace (ppm — ppb)

2 points clefs pour I’'analyse d’'un matériau

Vitesse de pulvérisation (vitesse d’analyse) Taux d’ionisation
- dépend de la densité d’ions 13res > rapport entre le nombre d’ions
(rapport entre le courant 12" et |a surface pulvérisée) et le nombre d’entités pulvérisées
—> varie d’un matériau a l'autre pour des —> tendance des éléments chimiques a s’ioniser
conditions expérimentales données soit soit négativement.
ex : Sr(silicium) =~ 3xSr(diamant)

._Tous les éléments chimiques sont détectables (avec + de subtilité).

Li | Be| Détermination de [X]en atomes par cm3 B
(besoin d’une référence implantée en X)
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Schéma de notre spectrometre SIMS

Le type d’ions 22" 3 analyser
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3 types d’utilisation

Spectre de masse Image chimique

Ly ,U Jﬂ b s

mass

en masse i en profondeur latérale
i Le plus utilisé au GEMaC
M/AM = 10 000 ~2-4 nm/décade 0.5 um
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Profilométrie avec détection de MCs*

Echantillons de tungsten provenant de I'IRFM de Cadarache
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L'analyse révele la présence d’une couche d’oxyde (1¢0)
d’environ 180 nm et contenant 1H, 2D, 12C

ainsi qu’une présence significative de 1B dans WC4 contrairement a Wox.
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Images ioniques balayées pour scan en lighe

Echantillon d’oxyde complexe provenant de I’'Université Technique de Clausthal (Allemagne)

Coupes 500 pm L'analyse met en évidence une diffusion de
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107 Interface
-10 3 T
T B ToTT : 160
10°] L
512x512 pixels CF())S ?’; 10° _ Rapport . \
16 plans 1561 = 3 isotopique |
2 1 naturel !
§100 2 104_5 :
:10 E |
f— : — _C -— : 1
T 10° 5 ; >t
I 1Profil de diffusion:
1 2 T : T T ! T T 1 T
180 ) .., 0 ° 0 100 200 300 400 500
25 min d’acquisition _
(10s-160 et 80s-180) Distance (um)

FR-FCM — Colloque de prospective 2022 — SIMS pour les matériaux



Checker board = profils de concentration

Echantillon de fer polycristallin implanté en oxygene provenant du CEMHTI d’Orléans
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Le SIMS se rarifie en milieu académique.

Celul du GEMaC est accessible a la communauté scientifique.

Achete et fmance pour servir tous les domaines scientifiques qui en ont besom
2 T 5

partle 'E

1 zone pour le
montage des
échantillons

Profilometre mécanique pour
pesurer la profondeur des crateres
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Vous vy étes les bienvenu.e.s'!

Pour les conditions d’acces, n’hésitez pas a me contacter.

Le SIMS du GEMaC, c’est :

- Uningénieur de recherche « SIMS » avec pres de 30 ans d’expertise;

- Une chargée de recherche « matériau » (synthese et mesures physiques);

- Une ouverture a tous les programmes de recherche sur les matériaux solides;

- Un fonctionnement par autofinancement (pas de demande d’analyse, plus de SIMS !).

'analyse d’un échantillon prend du temps qui varie d’un matériau a un autre et
est fonction des questions auxquelles le SIMS est invité a répondre
(de gq h a une semaine... ou plus !).

La quantification des résultats est un travail qui peut étre difficile.
Une référence du matériau implanté est indispensable (besoin d’implanteurs).
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Vous vy étes les bienvenu.e.s'!

Pour les conditions d’acces, n’hésitez pas a me contacter.

Un peu « d’art » avec de belles images d’un bronze...

J & ety it »
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Lin [707..4973]

...0 ne pas confondre avec le tachisme, technique de peinture abstraite.
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